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Ozet

Bu galigmada ISO 9000 serisi Kalite Standardlarinda yer alan Muayene, Olcme ve Deney
Teghizatinin Kontrolii ile ilgili maddenin icerigi incelenmis, Arcelik A.S ' ge yiiriitilmekte olan
Kalite faaliyetleri ile ilgili galigmalar hakkinda bilgi verilmig ve bu calismalardan biri olan Cihaz
Kalibrasyon Talimatlarinin hazirlanmasi faaliyetinin; Talimat numarast, Amac, Ortam sartlari,
Ekipman, Kalibrasyon periyodu, Kalibrasyon ayarlari, Performans testleri, Olcmenin
degerlendirilmesi ve Olgmenin belirsizligi ile ilgili konulari, rneklerle anlatiimigtir.

1. Giris :

Bir iilkenin kalkinmighk diizeyinin en inandsrict kaniti, kuskusuz tirettigl mal ve hizmetin
kalitesidir.Bir ¢ok farkli tanmimz olan kalite, TS-ISO 9000 Kalite Standardlar: Serisinde"Amaca
uygunluk ve kuilammmda giivenlik " seklinde tanimlanmustir,

ISO 9000 Standardlar Serisi, iirlin ve hizmet veren kuruluglar ve onlarin miisterileri
tarafindan bir sOzlesme sarti olarak veya kurulusta kaliteye Gnem verildiginin ve kalite
sartlarnin - kargilanabilecegini  miigteriye kamitlayacak sisteminin kurulmasi, yazili hale
getirilmesi ve siirekliliginin saglanmasi amaciyla kullaniimaktadir.

Kalite sisteminde tasarim agamasindan baglayarak, hammadde temini, liretim, pazarlama
ve satig sonrasi hizmetlere kadar tiim asamalarda gerekli teknik Snlemlerle planli ve sistematik
bir yapr amaglanmaktadir. Bu sistemle sadece yapilan hatalan ayiklamak yerine, dogrudan
hatanin kaynagina yonelmek ve onu ortadan kaldirmak hedeflenmektedir.

e SR ST b S e e R B U e A S s RO T S i e

yontinden diger tilkelerin firtinleri ile rekabet edebilme giiciine baghidir.Son yillarda gelisen
teknoloji ile birlikte Arastirma-Gelistirme ve Uretimde kullamlan 6lcii ve kontrol cihazlars
kaliteyi yiikselten ana unsurlardan bir tanesi olmustur. Uretilen mal ve hizmetlerin tiim
asamalarinda (Arastirma-Geligtirme, Tasanim, Uretim, Muayene ve Kontrol, Satig sonrast
hizmetler) etkin bir bigimde kullanian, "Olcii ve kontrol cihazlar: ile bunlarmn
dogrulugunun giivence altina abmabilmesi icin kullamilan ve '"Cahsma Standardi’ ad:
verilen daha hassas 6l¢ii aletleri ile ilgili sisteminin olugturulmas1 ve bu sistem icersinde
elde edilen Sl¢iim sonuclarmin, uygun standardlara(primer seviyedeki olcti aletlerine)
genel olarak Ulusal veya Uluslararasi standartlara kesintisiz bir kKarsilastirma zinciri
boyunca baglanabilmesi " kalite faaliyetlerinin en ®nemli asamalarindan biridir. Bu
agamalarin hepsine kisaca ""Kalibrasyon Sistemi" diyebiliriz.
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Iyi bir Kalibrasyon Sistemi’ nin dort ana unsuru vardir.Bunlar, Sekil 1’ de gortiidigl gibi;

1. Ortam sartlart ; 2. Ekipman ; 3. Yontem ; fﬂ Egitim

Sekil.1 Iyi bir Kalibrasyon Sistemi’ nin ana unsurlart.

Herbiri birbirinden bagimsiz , ancak tek baglarina ¢ok Snemli olan bu dort ana unsur;
kalite zincirinin vazgecilmez birer halkasidir Bu halkalardan herhangi bir tanesinin olmamas
veya eksik ve yetersiz tarif edilmesi ger¢ek bir Kalibrasyon isleminin yapilabilmesini mtimkiin
kiimayabilir. Bu unsurlarm tarif edilmesi ve dokiimantasyonunun hazirlanmast gerekmektedir.

MIL-STD.45662 ve ISO 9000 Serisi Standardlarda bu ana unsurlar agik¢a tariflenmistir.
Tablo T* de ISO 9000 Serisi Standardiarda yer alan Muayene, Olgme ve Deney Teghizatimn
Kontrolii ile ilgili 4.11 no’ lu maddenin, MIL-STD.45662 Standard ile karstlastiriimast

verilmistir.

Tablo 1 MIL-STD.45662 ve ISO 9000 Serisi Standardlarmn karsilagtirimasi[6].

KONU 45662A ISO Guide25 IS09001 SO 9002 IS0 9003 IS0 9004
Kalibrasyon sisteminin tarif 5.1 4.0 4.11.2a 4.1]1.2a 4.11.2 -
Standard cihaz kontroll 5.2 8.0 4.11.2ad 4.11.2ad 4.11.2 13.2a,¢
evre sartiarioun kontroli 5.3 7.0 4.112¢  4.112¢ - 13.2a
Kalibrasyon zamani 54 8.4 4.11.2b 4.11.2b - 13.2¢
e T e e R i s L e
L L -
Tolerans dis1 durumau 5.6 13.0 4.11.2f 4.11.2f . 13,1, 134
- Uygun cihaz segimi 5.7 5.0 4,11.2a 4.11.2a 1.11.2a 13.2d
Kayi 5.9 12,13 4,11.2f 44128 4.11.2¢ 13.2d
| Kalibrasyon durumu_ - 5.10 110,83 4.11.2¢ 4.11.2e 13.2d

Tablo 1’de eoriildiigi gibi Kalibrasyon Talimatlart MIL-STD.45662 ve ISO 9000 Serist

Standartlarmin hepsinde yer almaktadir ve ;
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Tedankgz, & Teg:hzzat fipinin detaylanm, famim numarasint, konumunu, kontrol
szkhk!arzm, kontrol metodunu, kabul kriterlerini ve sonuclarin yetersizligi durumunda alinacak

onlemleri de kapsayan muayerze algme ve deney te;:kmmnm kalzbmsymzlaﬂ zgm kullandlacak
metodiart behr!emeh " - T | o | ;

dlye tarrf edllmektedlr [1]

Bu makale, ISO 9000 Ser151 Staﬂdardlarmln Muayene Olgme ve. Deney Techizatinin
Kontrolii ile ilgili 4.11 no’ lu maddesmde Ongoriilen sartlarm yerine getiriimesi ve aym madde
icersinde yer alan Kalibrasyon Tahmatz Sartt’ min ( 4.11.2¢ ) daha detayh agiklanmast ; Arcelik
AR-GE Merkezi Kalibrasyon -Laboratuarinin, - laboratuar el kitabinda yer alacak Cihaz

Kalibrasyon Talimatlari Bolimii’ niin olusturulmas: ve Firmamizda caligan tiim personelimizin

thtiyaglarina cevap verecek hale getirilmesi icin yapilan calismalarr anlatmaktadr.
i |

3. Cihaz Kahbmsyoxz Talimatimmn Haznrlarnmam :

3 1 Talnmat N umamsn ve Tar:h

Talimat. numarast ; Kalibrasyon talimatim hazirlayan bolim ile  talimatin cinsini

tamimlayacak bir gekilde diigiiniilmeli ve miimkiin oldugunca akilda kalabilmesi icin kisa bir
numara.tercih edilmehdir. - : -

Talimat tarihi ise ; Kalibrasy{)n talimatinin hazir] andig1 ve yaymlandig: tarihi belirtmelidir.
Ornek : BB KA.XXXX

BB: Talimati hazirlayan bolim isminin kisa tammini ; KA: Kalibrasyon talimat
oldugunu XXXX: Do6rt rakamli sira numarasini

3.2, Talimatin Ads ;

Cihaz Kalibrasyon talimatinin adi hangi cihazin talimati oldugunu acikca belirtmelidir.

Mastel listeden cihaz adi ile talimat arayan bir kisi talimatin numarasini bilmedigi halde ilgili
talimats rahatlikla bulabllmehdlr

Ornek :

- Fluke/8TRMS Multimeétre Kalibrasyon Tahmati B B D e T R T R B T

bk Basmg Transdiiseri Kallbrasyon Talimatt "

3.3, Amag

Igili cihaz kahbrasyon tahmatinm hangl cihazin ve modelmm talzmatz oldugunu ve hangi
1slemleri kapsadigini kisa ve 6z bir sekilde aciklamalidir.

Ornek : " Bu kalibrasyon talimati Fluke/87 modeli RMS Multimetrenin mekanik

ve elekironik kontrolleri, kalibrasyon ayaz*ﬂarn fonksiyon anahtaramn kontrolii ve
performans testlerini kapsamaktadir.”



3.4. Ortam Sartlari :

- Muayene, Olgme ve Deney Teghizan 1le buniarn donantmlarimn gall§m351na etkisi olan
‘kogullar veya etkenlerin butlintidiir. Uretici firma,. tec;hlzatm ‘Ongoriilen  performans
degerlerinden sapma yapmadigini bilimsel ve teknik aragtirmalar sonucu tespit ederek, caligma
sartlart ile kalibrasyon igleminin yapilabildigi ortam sartlars aralifini belirler. Ortam gartlart ;
sicaklik (¢C), bagil nem (%RH), ortam basinct (mbar), akustik giiriilti (db) ve havadaki
partikiil miktart ((g/m?3) gibi biiyiiklikler olabilir. Teg¢hizatin, kalibrasyon z§lem1mn hangl ortam
sartlarinda yapilabilecegi ve nedentyle beraber talzmatma yaﬁlmalldlr |

Ornek.1: L |

Fluke/87 Models Multlmetremn kullanma GSIlaSindkl ortam §art]ar1 Sicakllk 18 - 28 oC
- ve Badil nem %80° den daha az olmalidir. Ancak, kaiibrasyo,{l islemi esnasinda ortam swakhgl
nominal deger olan 23+ 1°C ve bagil nem %60+ 15 olmahdir. |

Ornek.2:

Bazi 6zel amach kullaniian transdusarler (donugtumcu) uretzm firmamn tavsiye ettigi
ortam sartlart disinda kullanilabilir. Bu takdirde nasil bir ortam saftinda calistyorsa o sartlar goz
6nline alinarak kalibrasyon islemi yapilmalidir. Buzdolab: testlerinin yapdigt klimatize
‘odalarda ortam sicakhigi 43+1°C ve bagil nem %90+ 10 olabilmektedir. Bu durumda,
buzdolabinin sofutkan gazinin basincini, elektriksel bir buyukluge ceviren donugturucunun bu
sartlarda kahbmqyonunun yapilmast gereklidir. - |

vada 6rek.] ve ornek.2’ de anlatilan her 11(1 ortam §art1 o techizat 19:11 s6z k{}nusu
olabilir. Béyle bir durumda ise hem laboratuar ortam: gartlarinda hemde kutlanim ortami
sartlarinda kalibrasyon islemi yapimalidir ve ortam gartlarindan dolayi meydana gelebilecek
lcme hatalar, belirsiziikler ve diizeltme faktorleri hesaplanmalidir. |

3.5. Kalibrasyon icin gerekli Ekipman: - -

Techizat kalibrasyonu igin gerekli Caligma Standardlari, Etalonlar veya cok amaglt
kullanilan Kalibratorier, kimyasal soliisyonlar ve difer aksesuarlar kahbrasyonu yaptlacak olan
Techizatin teknik Ozelliklerine gore secilmelidir, Kalibrator veya Calisma Standartinin dlgme
araliklari, kalibrasyonu yapilacak techizatin biitlin* 6l¢iim - fonksiyonlarina uygun olmat,
Hassasiyeti ve ayirma glici ise, test uygulanacak techizattan en az 10 kat daha iyi olmalidir.
Olcme arahklan, hassasiyetleri, aywma giicti, belirsizlikleri ve bilinen diger ozelhklerl bir tablo
halinde Cihaz Kalibrasyon Talimatina yazilmalidir, |

Ancak, kalzbrasyon islemi icin kullanilan standard numune bir kimyasal gazelti olabilir.
Bu kimyasal ¢ozeltinin ; madde miktarlar, 01n31 zgerlgi ve hangz qartlarda nastl hdZH‘laﬂdigl
acikca tarif edilmelidir.

Ornek:

Kalibrasyonu yapilacak analog / digital bir Ohmmetre i¢in gerekli GCaligma Standardlarl ile
Slcme amach kullanilacak diger cihazlar ve ayarlar igin kullanilacak aksesuarlar Tablo 2’ de
gOriildiigi gibi Clhdz Kalibrasyon talimatina yazilmahdur: g
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Tablo.2 Kalibrasyon islemi icin énerilen Kalibratorler.

Cihaz Aélm Markas) (")lgme Arahgi _ Hassasiyeti  Ayirma giicii Belirsizligi

' Stﬂnfi&fff Hiresc Fluke/742A 1.000 Q +2 ppm (Ohm) : | ppm (23°C)

A ar tornavidast Izeltas

3.6. Kalibrasyon Pekiyodmm Beiirlmmesi" ¢

“Tim Slglim teghizati ve bu dlglimlerde kullanilan (varsa) standart malzemeler uygun
araliklarla kontrol edilerek dogrulanmalidir. Kontrol araliklar genellikle periyodik olarak
secilir. Kontrol araliklarinin secilmesinde techizatin stabilitesi, kullanim amac: ve kullamm yer
gbz Oniine alinmalidir. Kontrol arahiklarn 6yle bir sekilde secilmelidir ki, kontrollar arasinda
techizatta dlclimiin dogrulugunu etkileyecek Snemli bir degisiklik olmamalidir, Bir 6nceki
kalibrasyon sonuclarina bakilarak, gerekirse olciimlerin dogrulufunu siirekli kilmak i¢in
kontrollar daha sik yapilabilir.

Kontrollarin sayisim azaltmak icin, ncelikle yaptlan en son kontrolla bir énceki kontrol
istemi kargilagtiriimahdir. Tek bir kontrol iglemine bakilarak kontrol sﬂ(hgml dégistirme karari
vertlemez. Eger son ve bir Onceki kontrollar sonucunda techizat U?elmde bir degisiklik
olmadig: kesin olarak tespit edilmisse kontrol siklig azaltilabilir.

‘Kontrol sikhiginda bir degisiklik yapilmasina karar verilecegi zaman, mutlaka techizatin
ilgili istatistiki proses kontrol gibi verileri dikkate alinmalidir [2].

3.6.1. Kontrol sitkhgmm ik kez secimi :

Dogrulama sikligina ilk kez karar verilmesinde kullanilacak en iyi yol " Miihendislik
Yetenegl ve Sezgisi” dir. Yapilacak dlgtimle ilgili kisilerin tecriibeleri veya diger laboratuarlarin
gorligieri goz Oniine alinarak dogrulama siklifna karar verilmelidir. Karar verilen dogrulama

“siklig1 nedenleri ile birlikte Cihaz kalibrasyon talimatina yazilmahdir.Dogrulama sikliga karar

verirken g6z Oniine alinmas: gereken faktorler;
> Techizatin imalatgisinin tavsiyeleri, Techizatin kullanim sekli ve Qevrese] faktorler” dir.
3.6.2. Dogrulama sikhim gézden gecirme yontemleri :

Dogrulama sikhigr 1le 1lgili verilen ilk karardan sonra, dogrulama sikliklarinin yeteriligi
sistematik bir gekilde takip edilmelidir. Istatistiki Analiz Teknikleri ve- Matematiksel

hesaplamalar kullanilarak, Techizatin kalibrasyon egrisinin egimi ve degisim oram bell; : zaman

Istatistiki Proses Analizleri icin gok sik kullanslan baz grafiksel yapiya ﬁah:p cizelgeler
suniardir

R - Cizelgesi Teghlzatm Glcme araliginin kaydedildigi ¢izelgedir.

X - bar Cizelgesi Teghlzatm 6lcim  sonuglarmin  ortalamasmi  gdsteren
mstogramdir. |
S - Cizelgesi Deneysel standard sapma  sonuclarinin degerlendirildigi
cizelgedir. -
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Asagidaki ornekte, Fluke / 742A-1 (1,0_000000@) Stﬁhdard diren¢’ in ilk 6 ay ve 12 ay

sonunda yapilan Ol¢lim sonuglarmin; nominal kalibrasyon e@risi lizerindeki dagihmu

. goriilmektedir.

LODOGOG2

0.9099008
(,9909996 -

0.9990G44

Direng Degeri [ Ohm ]

0.9990992

s 4 4 4 v Loz 3. b b 1.4 ¢

0.999949

TS K N T T |

FLUKE/T42A-1 Direng Standartimin Kalibrasyos efiriterd

B {2AY

‘A GAY

e 19 1:; L % B

{L.9909988 .

i
-

260 ¢A 2 23 24 25 26 27 28 s S
Sicakhik [C1 |

3.7. Mekanik veya Elektronik kontrol :

+*

Kalibrasyon islemi yapilacak olan teghizatin dogru ¢aligip galigmadigt kontrol edilmelidir.
Bunun icin Kalibrasyon iglemine baglamadan dnce, techizatin mekanik bir sorunu olmadig: ve
gostergesinin saglikli cahigip ¢alismadigl gozle muayene edilmelidir. Techizatin caligtiriimas: ve
bakim sartlar1 kisaca anlatilmals ve varsa Sekil’ 2 de goriildiigli gibi teknik resimleri ile gekilleri

cizilmelidir.

Ornek.1 Bir mekanik manometrenin ibresi kink yada egilmig olabilir veya olgme
araliklarini gosteren skala cizgileri iyt okunmayabilir.

Ornek.2 Fluke/87 Modeli multimetrenin besleme mltajl olarak _kullamlém pili zayiflamig
olabilir veya akim devresinin sigortalan atik olabilir. GOsterge ekraninda sorun olabilir. Hatta
gostergesindeki bazi fonksiyonlar caligmayabilir. - o

i F
A BN A AT b sk A TR ~Js-wm:agmnesﬂammr%;ﬁ%#g cnysia
- L

.|: ":i et

- L A ."ﬁ'.:

Sekil.2 Fluke/87 RMS Multimetrenin ekran fonksiyonlar.
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3.8. Kalibrasyon ayarlarl :

Kalibrasyon 1§]em1 yapilacak teghtzatm kahbrasyon ayarlarmdd sapmalax olabilir.
Performans testlerinden dnce kalibrasyon ayarlarinin yapiimas: gerekir: Bunun i¢in teghizat
lireten firma tarafindan referans olarak tespit edilen biiyiikliikler techizata uygulanir ve nasi|
kalibrasyon ayar1 yapilabildigi teknik resim, sema veya benzeri bir dokiiman ile anlatiir,

Ornek: Fluke 80 serisi Multimetrelerin tiretici firma taratindan tavsiye edilen kahbmxyﬁn
referans bilytklikleri +3.500Vdc #(0.001) ve 3. SOOVaCIIOOHz i (Q*OOZ) dir [3]. B
degerler multimetreye sirayla uygulanmalr ve gerekly@rsa ayarlanmalldir lar. o

3.9, Performans testleri :

Bu test iglen dretici firma tarafindan Ongoriilen biiyiiklikler icin yapimalidr.
Performans. testlerinde kullanilacak biiytikliikler Tahﬁo,S’ de goriildiigii gibi Cihaz Kalibrasyon
Talimatina yaziimalidir, Ancak iiretici firmanmn boyle bir test icin tariflemesi yoksa, yasal bazi
Ulusal veya Uluslararas: Normlardan yararlamlarak, normun cinsi, numarast, vaymlandig: tarih
belirtilerek bir tarifleme yapilabilir.

Tablo.3 Fluke/87 serisi multimetre:mn cesitli fonkmymnlari ile ilgﬂ; performans testi
degerieri[3). g S

Fonksiy Skala - Girig 7 "Freka "7 Alt ve iist simr degerleri

400mvVv
1000V - #1000V o A e o Q09 - 1001
400mV c L 270mvV L s WkHz: -~ - 2646 . 2754
1000V 900V ~ 1kHz. 891 . . 909
Q L. 400Q 1000 s wai s, wn ag 008 100.2
i C40MQy IOMQ ekogrl SgRt f 99 o we [ 40

Vac
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. Performans testi yagjzlacak tegmzatm kalibratér, calisma standarti gibi cihazlara nasil

‘baglanmasi gerektlgide teknik resim, sema veya benzeri dokiimaniar ile. anlatﬂmalzdw (Sekil.4

Sy o
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3.10. Olciim Belirsizligi: © -
Olgiim belirsizligi, olciilen’ bﬁyﬁklﬁgﬁn gercek degerinin iginde bulundugu degerler
aralifim karakterize eden tahmini degerdir.

-

Olciim belirsizligi, genel olarak. birgok bileseni icerir. Bu bilesenlerin bir kismi, Slgtim
serileri sonuglarinin istatistiksel dagilimina bakilarak tahmin edilebilir ve deneysel standard

sapma yardimiyla karakterize eciﬂebﬂ;r Dier bilesenlerin tahmini ise sadece tecriibeye veya .

diger’ bllglle:redayandlrilmalidlr [4] R e

Bir olciim islemi i¢in behrslzlik paket ti biitiin belirsizlik ‘kaynaklari, kargihk gelen
varyanslari, hesaplama ve tahmin metodlarins icermelidir. Tekrarlanan olgtimler icin n Slciim

o -
' 1 = ' - g . .
! 1

sayisi ifade edilmelidir. . 0 o

L4 . -:.| 1 !

Bellrsmhgm sayisal degerl en. son 1fadede en anlamlr iki dlglt ile verilmelidir. Olctilen

L A Y

sayisal degeri son ifadede bellrszzhktekt en onemsiz degere yuvarlattimahdir, Kalibrasyon
protckoliine dl¢iim sonucu y ve tim belirsizlik u (y £u ) seklinde yazilmalidir [3].
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Olciim belirsizligine neden olan bazi faktdrler sunlardir ;
Kalibratdr U, *( Sertifika degeri )

Tekrarlanabilirlik u, T2 X S ( %95 Gliven arallgt )

Histerez u, +Max. histerez/2

Okuma u,

Operatdr U .

Toplam belirsizlik ise, yukandaki behrsmhklam ve tespit. edzlebllen dxger behrswllklelm

karelerinin toplaminin karekdkiine esitir,

Uiop = \/ g +u t +u h . +u 0k+ Bop Tl ot M e
3.11. Olgmemn Degerlendlrzlmesn I I. |

Yukandakl a§amalardan gegﬂdzkteﬂ sonra elcle edﬂen olgum sonuciarmn sapma ve

belirsizlikleri hesaplanarak Techizat Kalibrasyon Protokolii’ ne yazilmalidir.

e L LU EPE o TTCETETEE v TR LI)

e S I e e B R o L o 0 e L B e L L L L R = i A S 0 Bl A S E et A R e e e e = i

KALIBRASYON

+- SAPMA _ +- KALIBRASYON BELIRSIZLIGI
{Gergek deger-Okunan defier) ; i
5 Referans Standard
Tekrarlanabilirlik
Kalibrasyon Sistemi
Okuma Belirsizigi
Operator

R L, P A

+/- TOPLAM OLCUM HATASI

Uretim/ Proses
Toleranslar

DEGERLEND RME

Seﬂms Kahbrasyon 1§lemmm sonuglartnin - degerlendirilmesi ve Uretim / Proses

toleranslan ile karsilastiriimasi.
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- Degerlendirme asamasina gelen o6lctim sonuclari Uretim / Proses toleranslart” ile
Kargtlagtirdmali ve kabul edilebilir kriterler i¢inde olup olmadig tespit edilebilmesi icin Uretim /
proses toleranslarininda tespit edilerek Cihaz Kalibrasyon Talimatina yazdmas: gereklidir.

Kalibrasyon iglemleri sirasinda elde edilen verilerin degerlendirilmesi ile techizat hakkinda
bir karar verilir. Bu kararlar; Kullaniiir, Sartlt kullaniir, Kullanilamaz kararlaridir.

3.13.1. Kullamilir karar ¢

Degerlendirme sonuglarimn  hepsinin  uygun olmas: halinde "Kullamhr" karar
vertimelidir. Kullanilir  karart verilen techizatin {izerine sadece "kalibrasyon etiketi"
yapistiriimaly ve kullanima verilmelidir,

3.41.2. S&mi Emﬂﬂamﬂnr karari :

Degerlendirme sonuglarinin bir bolimiiniin uygun olmamas: ve uygun olmayan
kogullarin belli kullanim gartlar altinda etkisiz kalmast halinde ""Sarth kullanlir" karar verilir.
Sarthi kullamilir karar1 verilen techizatin {izerine kalibrasyon etiketi ile birlikte ""Dikkat'" etiketi
de yapigtinimalidir. Ayrica bu kararm verilmesini. gerektiren ve kullamim sartlarim gosteren
bilgiler kalibrasyon protokoliine yazilmalidir. Sarth Kullambr karari verilen techizat, %100
kalite kontrol yapilan yerlerde kullaniimamalidsr.

- 3.11.3. Kullamilamaz karar ¢

Degerlendirme sonug¢larmin bityiik bir boliimiintin uygun olmamas: ve uygun olmayan
sonuglarin dlgme, muayene ve deney sonuciarim olumsuz etkilemesi halinde "Kullanilamaz''
karar1 verilir. Kullanilamaz karar1 verilen techizat "Servis disi etiketi” ile etiketlenmeli ve
kullamet birim tarafindan ¢aligma ortamindan vzaklagtirilarak kullaniimamas: temin edilmelidir.

4, Sonug :

Firmamizda iiretilen mal ve hizmetlerin tiim asamalarmda kulianilan Olgme alet ve
cihazlan ile bu cihazlarin kalibrasyonu i¢in bulundurulan etalonlarimin dogrulugunun giivence
altina alnmast gerekmektedir, Bu hedef dogrultusunda, Arcelik A.S. Kalite politikasina paralel
olarak bir sistemin olugturulmasi, olugturulacak sistemin uygulanabilirliginin ve siirekliliginin
saglanmasi amaci ile "' Kalibrasyon Sisteminin Geligtirilmesi' projesi baglatilmistir.

Bu caligma ile projenin 6nemli asamalarindan biri olan dokiimantasyon hazirlama ve
uygulama agamasi biliylik bir gelisme gostermigtir. Hazirlanan dokiimantasyon dosyalar:
Metroloji ve Kalibrasyon konusunda olusturulan ve Argelik Kiitliphanesine bagli Saklama
Birtmleri” nde saklanmaktadir. Gerekli biitlin  arastirmalar  yapilarak elde edilen' cihaz
Ozelliklerimi  iceren " bu  dokiimanlar  firmamuzin  iiretim/tasarim  toleranslar  ile
kargtlagtirimaktadir. Kabul kriterleri icinde yer alan dokiimanlarin algoritmasi hazirlanarak
biigisayar yazilimlart olugturulmaktadir. Kalibrasyon laboratuarimizda bulunan ve bilgisayar
destekli olarak calisabilen kalibratérlerimizde bu yazilimlar kullamilmaktadir.

Bilgisayar destekli kalibrasyon sisteminin avantajlarn :
Kullamimda Emﬂﬁyﬂak:

Bu sistemin Ogrenilmesi ve kullanidmast oldukga kolaydir.Ayrica kalibrasyon iglemni
sirasinda kullaniciya yonelik bazi yardimlariyla da faydah olabilmektedir. Kullanici, hem gérsel
hemde uygulamali olarak kalibrasyon iglemini tamamlayabilmektedir.( Sekil 2, 3, 4 )
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Hazhi, esnek ve glivenilir:

Bu tip yazihmlarda biitiin matematiksel hesaplamalari yapmak miimkiin oldugundan,
kalibrasyon iglemi swrasinda elde edilen 6l¢tim sonuclari aym-anda, ¢ok hizh bir gekilde ve
istenilen formatta degerlendirilebilmektedir. Klasik olarak yapilan kalibrasyon islemi 1ile
otomatik olarak yapilan kalibrasyon iglemi arasinda zaman bakimindan da c¢ok biiyiik fark
vardir. Otomatik kalibrasyon islemi, dier sisteme gore ortalama %70 zaman tasarrufu
saghyabilmekiedir. g B0 g =4 T IR i

¥ B

Dokiimantasyonun izlenebiliriiligs:

‘Kalibrasyon islemi sonunda, test sonuglari otomatik olarak raporlanabilmekte ve
izlenebilirligi  saplanabilmektedir, Sistemin -difer bilgisayarlarla ‘uyumlu’ hale getiriimﬁsi
calismalart sonuglandiginda ise, cihaz kullanicilarimin hérzaman 'yararlanabilecekleri bir sistem
haline dontistiiriilecektir. Boylelikle kirtasiye giderlerinden de bilyik tasarruf saglanacaktir.

. KALIBRASYON TALIMATI :

Talkmat no / Tarih

Talimatn ad

- -

Gram serian |

=] .
I
1

Ckipman

!

| Kalibragyon periyodunun :

[}ngrulam sakligen
gozden gegirme |
T .11\

Mekanik f Elektronik

Kontrol sikh&mmn i
Itk kez secimt |

Kalibrasyon ayariar :

Permaﬁ teiri

Olgmenin a!riigi

eed ] TasanmiProsesp . b

.................................

et toleransiar -

Kalibrasyon
takip -:
ﬁiﬂﬂ ﬂﬁ ‘

Sekil.6 Cihaz kalibrasyon talimati hazirlama tekniklerinin ﬁk1§ §emasz.
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